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Particle AI Image Analysis Software

회사 개요

수석 엔지니어

   주요 사업
이미지 처리 소프트웨어 

개발

주요 고객사

제품
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    입자 및 분말 이미지 분석의  산업 적
 

요구와
 기술적  과제
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전자재료용 입자 (예: CCLM )

배터리 소재 입자 (예: 양극재, 음극
　　재, 전해질

기능성 입자 (무기·수지)

 및 비금속 분말

•　세라믹 입자 및 소결체

잉크 및 안료 입자

다공성 및 발포 소재

의약품·화장품 원료 입자

• 입자 및 분말의 미세화

• 입자 표면의 다양한 개질 기술

• 기능성을 위한 형상 및 구조 제어

• 고정밀 입도 안정화

• 분산 및 충전 기술 제어

고도화되는 입자 및 분말 / 높아지는 분석 수요

다양한 분야에서의 첨단 소재 수요 재료 입자의 고도화된 공학 기술

소재 성능 평가에 있어 
입자·분말의 정밀 정량 측

정은 반드시 필요
• 금속

•　

•　

•　

•　

•　

•　
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◼ 여러 이미지 처리 소프트웨어를 사용 중
◼ 이진화할 수 없는 이미지를 수작업으로 분석

현재의 문제점 

◼ 응집 입자를 검출·측정 불가
◼ 정확한 입도 분포 측정 불가
◼ 대량의 다양한 입자 이미지 분석에 시간 소모

수동식 분석과 많은 인력이 필요한 입자 및 분말 분석

전자, 배터리, 제약용 분말에 대한 이미지 분석 
수요 증가

고객사의 이미지 분석 현황

소프트웨어 기반의 해결책이 
필요
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✓ 고종횡비 및 불규칙 입자의 정확한 사이징이 불가능하며, 
임계값 이하의 입자 분석도 수행할 수 없습니다.

✓ 장비 간 일관되지 않은 판독값으로 인해 실제 값을 식별하
기가 어렵습니다.

✓ 분산 과정에 많은 시간이 소요되며, 이상적인 분산 상태를 
구현하기도 어렵습니다.

✓ 일부 분산제는 시료의 조성을 변화시킬 수 있어, 가능하다　
면 사용을 지양하는 것이 바람직합니다.

이미지 분석 수요의 증가

입도 분석기 기반 분석의 과제

분산제를 활용한 이미지 분석의 한계점

정확한 데이터는 이미지 자체로부터 직접 도출되어야 합니다.
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◼ 전자현미경 이미지는 표면 관찰에 특화되어 있습니다.
◼  이미지에서는 큰 명암 차이로 인해 임계값 기반 

이진화 적용이 어렵습니다.

◼ 입자간 경계면에서 유사한 색상 톤을 가진 밀집 입자는 이
진화로 분리가 어려워 결과가 부정확해집니다.

전자현미경 이미지 분석에서의 기술적 한계

주사전자현미경(SEM) 분석의 한계

전자현미경

     응집 및 부착 입자 분석의 어려움

많은 입자 이미지를 이진화로는 효과적으로 
분리하기 어렵습니다.
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이진화 기반 이미지 처리 분석 결과 예시 1

dlohserhT  002 – 552 를 적용하여 고휘도 백색 입자만 검출 시도한 결과
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이진화 기반 이미지 처리 분석 결과 예시 ２

Threshold 범위 200–255를 적용하여 모든 입자 검출을 시도한 결과
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전문 이미지 처리 분석 결과 사례

고급 처리 사례: 이진화 한계로 입자 분리 불가, 오인식 및 분할 실패 발생
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SAPIA 의 주요 특징
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SAPIA  분석 결과 (이진화 없이 딥러닝 기반 검출)

학습에 포함되지 않은 참조 이미지를 활용한 분석 결과
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◼ 100만 개 이상의 입자에 주석을 달아 고품질 학습 데이터 구축
◼ 응집 입자, 소결체, 결정립에서의 입계 검출 및 측정 가능
◼ SEM, TEM, S-TEM 이미지와 호환
◼ 독립 실행형 오프라인 소프트웨어 — 클라우드 업로드나 외부 공유 불필요
◼ 옵션 기능을 통해 사용자가 직접 학습 데이터를 생성하고 로컬에서 모델 구축 가능

• 전자재료용 입자 (예: 무기재료)
• 배터리 소재 입자 (양극재, 음극재, 전해질 등)
• 세라믹 입자 및 소결체
• 결정립
• 금속 및 비금속 분말
• 수지 및 고무 입자
• 잉크 및 안료 입자
• 의약 원료 분말, 치과 재료 입자
• 화장품 입자(에멀전) 등

AIPAS의 주요 특징

대상 입자 및 분말 예시
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① ② ③

IUG : 간단한 3단계 조작
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IUG : 직관적 시각 해석이 가능한 분석 IUG
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예측 결과의 수동 조정 및 주석 기능

편집 기능을 위해 분석은 의도적으로 정밀도를 낮춰 분석합니다.
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사용자 이미지를 최적화할 수 있는 맞춤형 IA  모델 생성 학습 기능
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⚫

⚫ AIPAS 학습 기능 사용 시 GPU 필수
⚫ 64 GB RAM에서 구동 가능, 대용량 

이미지 또는 다수 객체 분석 시 128 
GB 이상 권장

총 개수
• 면적 
• 최대 길이
• 수직 Feret 직경
• 수평 Feret 직경 
• 직경 
• Feret 종횡비

• 종횡비
• 중심 좌표
• 기하학적 중심
• 둘레
• 원형도
• 등가 직경(반지름, 직경)

• 보로노이 면적
• 중심 간 거리
• 기공률
• 구체 체적
• 평균값: D10, D50, D90

* 요청 시 추가 측정 항목 제공이 가능합니다

In CPU-Only Environments

OS    :  Windows 11

CPU: :  Intel Corei9 or AMD Ryzen9

RAM: :  128 GB or more 

GPU: :  Not Required

Storage: :  2TB SSD or higher recommended

Network: :  Not required

With GPU Environments

OS    : Windows 11

CPU: : Intel Corei9 or AMD Ryzen9

RAM: : 128 GB or more 

GPU: : NVIDIA RTX 5090 (32GB)

Storage: : 2TB SSD or higher recommended

Network: : Not required

SAPIA  권장 운영 환경

CPU만 있는 컴퓨터로도 분석은 
가능하나, GPU 대비 약 5배 느림

   (예 : 입자 1,000개 분석 시 약 20
초 소요)

  

 

 

   

측정 파라미터

  

•
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• 소프트웨어가 AI 모델 
구축 환경 제공

• 오프라인/클라우드 버
전 모두 제공 가능

• 모든 작업은 사용자가 
직접 수행

• 오프라인 사용 시 외부 데이터 공유 불필
요

• 사내 전문성을 활용한 AI 모델 구축 가능
• 영구 사용 가능 (구독 불필요)
• 기존 이미지 처리 소프트웨어처럼 복잡

한 파라미터 조정 불필요

• 학습 데이터 생성에 많은 시간과 노력이 
필요

• AI 모델 구축에 일정 수준의 전문 지식 
필요

• 구매 시점에서는 성능을 알 수 없음
• 정확도는 사용자가 구축한 AI 모델에 의

존

• 기존 이미지 분석 소프
트웨어처럼 PC에 설치 
후 사용

• 오프라인 구동 가능
• 모든 작업은 사용자가 

직접 수행

• 구매 전 정확도 확인 가능
• 설치 즉시 사용 가능
• 사용자가 학습 데이터를 준비할 필요 없

음
• AI 모델 구축 불필요
• AI 지식 불필요
•     복잡한 파라미터 설정 불필요

• 대부분 일시불 구매 방식으로, 다른 
방식에 비해 상대적으로 비용이 높
음

•

•

•

IA  기반 입자 이미지 분석 서비스의 현황

소프트웨어 유형

IA  개발 환경 제공 모델

사전 학습모델 기반
분석 소프트웨어

 

단점장점개요

IA  모델의 정확도 향상 일반적으로 
불가능
커스터마이즈 옵션 제한적

애초에 이러한 소프트웨어 자체가 드뭄

SAPIA 는 이러한 단점을 극복합니다



Copyright © BLUE TAG CO.,LTD. All Rights Reserved.Copyright © BLUE TAG CO.,LTD. All Rights Reserved.

SAPIA  적용 분석 사례
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전자 부품에 사용되는 입자



Copyright © BLUE TAG CO.,LTD. All Rights Reserved.

응집된 구형 입자
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불규칙 형상의 입자
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박편/판상 형상의 입자
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목 형성 입자



Copyright © BLUE TAG CO.,LTD. All Rights Reserved.Copyright © BLUE TAG CO.,LTD. All Rights Reserved.

소결체, 결정립, 금속 결정립
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결정성 입자 / 결정립
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세라믹 소결체
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금속 결정립
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금속 표면 구조



Copyright © BLUE TAG CO.,LTD. All Rights Reserved.Copyright © BLUE TAG CO.,LTD. All Rights Reserved.

미세 분말
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밀링 처리된 금속 분말
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미분말 (2차 입자 검출)
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미분말 (2차 응집체 내 1차 입자 검출)
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의약품 원료 분말
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의약품 원료 분말
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이차전지 소재 입자
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양극재 활성 물질 검출
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양극재 활성 물질 검출
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음극재 활성 물질 검출
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음극재 활성 물질 검출



Copyright © BLUE TAG CO.,LTD. All Rights Reserved.

음극재 활성 물질 검출
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입자 단면 분석
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추가 분석 사례 / 특장점
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투과전자현미경( MET ) 입자 분석
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투과전자현미경(TEM) 입자 분석
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고종횡비 물체 분석
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다공성 소재 분석
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발포체 표면 기공 분석
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발포체 내부 기공 분석
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중심 좌표를 활용한 분산 및 입자 밀도 분석
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소규모 데이터 학습을 통한 성능 향상
(약 01 개 이미지 / 2, 000 개 객체)

학습 전 DATA 학습 후 DATA
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